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Kombinace pIné vybaveného védeckého mikroskopu Nikon spolu s vysoce pfesnym motorizovanym stolkem a kvalitnim spekirometrem
garantuje univerzalni mikrospekirometrické feSeni urené k analyze rozlicnych forenznich stop vcetné vlidken, Glomkd barvy nebo
inkoustl. Lze pozorovat sou¢asné obraz kamery (pFiblizné 3,2 x 2,0 mm pro 5x objektiv) i spekirum definované oblasti uvnitf kamerového
snimku (kruh s typickym prdmérem 40 um pro 5x objekfiv). Velikost sondy spekirometru miZze byt upravena na pozadované rozliSent
vyb&rem spravné Stérbiny v drzaku spekirometru. Pouhé kliknuti do obrazu z kamery posune vzorek do viditelného pole spekirometru
s lum presnosti. Na ploSe celého vzorku mize byt oznacen, automaticky nasniman a zprdmérovan libovolny pocet bodd tvoricich
vysledné spekirum. K dispozici jsou rezimy kolorimetrie, propustnosti/odrazivosti a absorbance. Ziskané spekirum muaze byt ulozeno
do databaze pro archivaci, exportovano do MS Excelu nebo transformovano do jednoduché PDF zpréavy.

VLASTNOSTI SYSTEMU

e VSestranny spekirometr pro blizkou UV - VIS - blizkou IR spectroskopii

® 2,3 MP barevnd CMOS kamera umoziujici simultanni Zivy obraz

* V/ysoce pfesny (1 um) XY stolek s dlouhym dojezdem (aZ 100 mm) zaiisfujici reprodukovatelnost pohybd
e Presné Fizeni stolku (joystick nebo jednoduché klikéni v softwaru)

e Modularni a v3estranny mikroskop Nikon pro mikroskopii ve svétlém/tmavém poli s episkopickym a diaskopickym osvétlenim,
mikroskopii v polarizovaném svétle véetné sady objektivi (5x — 40x) a fluorescenéni mikroskopii (volitelna)

e Softwarova integrace “v3e v jednom” — Zivé spektrum, Zivy obraz z kamery, ovladani stolku, definice skenovanych bodU, automatické
skenovani, spektralni analyza a tvorba zprav
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Propustnost vidkna méfend ve svétlém poli, diaskopické osvétleni
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Odrazivost mérena ve tmavém poli, episkopické osvétleni
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Odrazivost méfenad ve tmavém poli, episkopické osveﬂeni
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